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UKLAD POLACZEN SUPORTU GLOWICY TESTERA UKLADOW SCALONYCH

Przedmiotem wynalazku jest uktad potaczen suportu gtowicy testera uktadéw scalonych, przeznaczonego
do stosowania jako przystawka do automatycznego urzadzenia dla badania cyfrowych mikrouktadéw scalonych.

Stan techniki. Znane i stosowane automatyczne urzadzenie do badania cyfrowych mikrouktadéw scalo-
nych, jak na przyktad tester 9211 typu 1421 firmy Schlumberger ma gtowice pomiarows polaczong poprzez
wielostykowe ztacze z wymiennym suportem na ktérym jest usytuowana podstawka badanego mikrouktadu
scalonego, za$ kontakty podstawki sa odpowiednio potaczone przewodami z odpowiednimi zestykami ztacza
glowica—suport.

Sterownik, ktérym zazwyczaj jest minikomputer, poprzez jednostke obstugi i programowania i dystrybuto-
ry logiki jest potaczony z programowanymi generatoraml przebiegéw sterujacych, ktére poprzez dynamiczng
matryce komutacyjna sa potaczone z glow1cq pomiarows. Jednoczesnie jednostka pomiarowa czaséw i napig¢
polaczona z wymieniona matrycg jest potaczona z drugim zespotem wejs¢ jednostki obstugi i programowania.

Glowica pomiarowa jest jednoczesnie potaczona ze statyczng matryca komutacyjna, potaczong z progra-
mowanym Zzasilaczem pomiarowym napigciowo-pradowym, programowanymi zasilaczami forsujacymi napigcia
i programowang jednostka funkcjonalng.

Znany, wyzej wymieniony tester, pozwala na kontrole parametréw statycznych funkcjonalnych i dyna-
micznych tych typéw cyfrowych mikrouktadéw scalonych, ktérych parametry elektrycznie nie wykraczaja poza
mozliwosci sterownicze i pomiarowe testera. W szczegdlnosci pozwala na kontrole parametréw scalonych ukta-
déw TTL, RTL, DTL, MSI, MOS.

Znane testery cyfrowych mikrouktadéw scalonych nie pozwalaja na pomiar parametréw analogowych
uktadéw scalonych, z uwagi na brak mozliwoéci forsowania napi¢g¢ na poziomie miliwoltéw, brak mozliwosci
programowego poréwnywania wartosci aktualnie mierzonej z wartoscia zmierzong w poprzedmm takcie pomlaro-
wym, celem okreslenia gradientu mierzonego parametru elektrycznego.

Ponadto, ziarno pomiarowe jednostki pomiarowej napiecia zasilacza pomiarowego testera jest tak duze, iz
nie jest ono w stanie wykaza¢ kilkumiliwoltowej zmiany kilkuwoltowego parametru mierzonego, poniewaz war-
tos¢ zmiany jest czasami mniejsza od wielkosci tego ziarna.
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Okazuje si¢ jednak, Ze istnieje mozliwos¢ tatwego, prostego i skutecznego przystosowania znanych teste-
16w cyfrowych mikrouktadéw scalonych do pomiaréw i kontroli analogowych uktadéw scalonych.

Istota wynalazku. Uktad polaczen suportu glowicy testera uktadéw scalonych, w ktérym suport, zaopa-
trzony w podstawke do mocowania mierzonych uktadéw scalonych i potaczony poprzez wielostykowe ztacze
zglowica pomiarows testera, ma wyprowadzenia podstawki suportu polaczone poprzez komutacyjne uklady
z ukladami kompensacji czgstotliwosciowych i blokad przeciwzbudzeniowych, z uktadem pomiaru gradientéw
i uktadem wzmacniacza matych napiec.

Wyjscia uktadu pomiaru gradientéw i uktadu wzmacniacza matych napig¢ jak i wejscia zasilajace uktadu
pomiaru gradientéw i uktadu wzmacniacza matych napie¢ sa potaczone z wielostykowym ztaczem.

Z drugiej strony wymienione komutacyjne uktady sq potaczone z wejsciami zespotu uktadéw obcigzen
rezystancyjno-pojemnosciowych oraz z wyjsciami uktadéw wymuszen pradowych i z wyjsciami uktadéw dzielni-
kéw rezystancyjnych, przy czym wejscie uktadéw wymuszeri pradowych i wejscia uktadéw dzielnikéw rezystan-
cyjnych s3 polaczone z odpowiednimi stykami wielostykowego ztacza, ktére jest réwniez potaczone przez
zesp6l wejsé—wyjscé bezposrednio z wymienionymi komutacyjnymi uktadami suportu.

Rozwigzanie wedtug wynalazku w sposéb tatwy i prosty nmozliwia pr2ystosowanie automatycznego urza-
dzenia dla badania cyfrowych uktadéw scalonych do wykorzystania go réwniez dla badania i pomiaréw analogo-
wych mikrouktadéw scalonych.

Objasnienie rysunku. Wynalazek jest blizej objasniony na przyktadzie wykonania przedstawionym na ry-
sunku, ktory pokazuje schemat blokowy uktadu potaczen.

Przyklad realizacji wynalazku. W uktadzie wedtug wynalazku podstawka 1, w ktérej mocuje si¢ mierzony
mikrouk?ad scalony, usytuowana na suporcie 2, ma swoje wyprowadzenia potaczone z komutacyjnymi uktadami
3. Wyprowadzenia podstawki 1 sa potaczone poprzez komutacyjne uktady 3 z uktadami 4 kompensacji czestotli-
wosciowych i blokad przeciwzbudzeniowych oraz z wejsciem uktadu 5 pomiaru gradientéw i wejsciem uktadu 6
wzmacniacza matych napigé. Wyjscie uktadu 5 pomiaru gradientéw i wyjscie uktadu 6 wzmacniacza matych
napig¢ jak i wejscia zasilajace tych dwoch uktadéw sa potaczone z wielostykowym ziaczem 7, ktdre to ztacze
aczy suport 2 z pomiarowa glowica 8 testera. Do pomiarowej gtowicy 8 sa doprowadzone wyjscia 9 z dynamicz-
nej matrycy komutacyjnej testera, wyjscie 10 ze statycznej matrycy komutacyjnej i wyjscia 11 z dystrybutora
logiki. Komutacyjne uktady 3 suportu 2 sg z drugiej strony potaczone z wejsciami zespotu 12 uktadéw obciazen
rezystancyjno-pojemnosciowych oraz z wyjsciami uktadéw 13 wymuszeri pradowych i uktadéw 14 dzielnikow
rezystancyjnych. Wejscie uktadéw 13 wymuszen pradowych i wejscia uktadéw 14 dzielnikéw rezystancyjnych s3
potaczone z odpowiednimi stykami wielostykowego ztacza 7. Wielostykowe ztacze 7 jest réwniez potaczone
bezposrednio zespotem 15 wej$é — wyjs$é z komutacyjnymi uktadami 3.

Dziatanie uktadu. Realizacje¢ sprawdzania analogowego mikrouktadu scalonego rozpoczyna si¢ podobnie,
jak dla cyfrowego mikrouktadu scalonego do wprowadzenia programu roboczego do pamigci sterownika (mini-
komputera), bedacego cze¢scia sktadowa testera. Z chwilg wywotania w testerze procesu automatycznej kontroli
nastepuje realizacja programu roboczego, podzielona na kolejne testy statyczne, test funkcjonalny i na kolejne
testy dynamiczne.

Kazdy test programu realizuje si¢ w czasie kilku kolejnych chwil czasowych, przy czym w czasie pierwszej
chwili czasowej nastepuje przylaczenie wyznaczonych kontaktéw wielostykowego ztacza 7 do odpowiednich
linii matrycy komutacyjnej, w nastgpnych chwilach czasowych nastgpuje podanie napie¢ zasilajacych na mikro-
uktad badany ina uklady pomocnicze suportu, a w ostatniej chwili czasowej nastg¢puje pomiar lub poréwnywa-
nie parametru mierzonego z wartoscia zadang i zakorczenie testu.

Wyzej opisanym zasadom automatycznego funkcjonowania testera, w zakresie realizacji dowolnego testu
programu roboczego, podporzadkowane jest automatyczne sprawdzanie na testerze analogowarch mikrouktadéw
scalonych.

Uktad potaczen wedtug wynalazku, usytuowany na suporcie 2, realizuje kolejne testy kontrolne, tworzac
stosownie do aktualnego pomiaru i do typu badanego mikrouktadu scalonego — odpowiedni uktad pomiarowy.

Umieszczony w podstawce 1 analogowy mikrouktad scalony komunikuje si¢ poprzez przekazZnikowe,
komutacyjne uktady 3 z uktadami 4 kompensacji, uktadami 12 obciazeni, uktadami 14 dzielnikéw, uktadami 13
wymuszefi, uktadem 5 pomiaru gradientéw, ukladem 6 wzmacniacza i bezposrednio — poprzez zesp6t 15
wejsé — wyjsé wielostykowego ztgcza 7 z liniami matrycy komutacyijne;j.

Zgodnie z zasadami realizacji przez tester dowolnego testu programu w pierwszej chwili czasowej realizowa-
nego testu nast¢puje — zgodne z programem — przyporzagdkowanie wyznaczonych programem kontaktéw ztacza
7 do linii matrycy komutacyjnej, co réwnoczesnie wysterowuje przekaznikowe komutacyjne uktady 3 tak, ze
- tworzy si¢ dla badanego uktadu scalonego uktad pomiarowy stosowny do danego testu programu.



122175 3

Odpowiednie wysterowanie komutacyjnych uktadéw 3 umozliwia wigc galwaniczne przytgczenie do pod-
stawki 1 suportu wszystkich pozostatych uktadéw funkcjonalnych usytuowanych na suporcie 2.

W naste¢pnej chwili czasowej realizowanego testu programu nast¢puje podanie na badany uktad scalony i na
uktady funkcjonalne suportu napig¢ zasilajacych z programowanych zasilaczy napigciowych testera oraz ewen-
tualne ustawienie wstan aktywny zasilacza pomiarowego, jesli w poprzedniej chwili czasowej zostal on
przytaczony do ktéregos z obmierzanych wejs¢ lub wyjs¢ badanego uktadu scalonego, lub do wyjscia uktadu 5
pomiaru gradientéw lub uktadu 6 wzmacniacza.

W przypadku pomiaréw funkcjonalnych i dynamicznych zasilacz pomiarowy jest w stanie nieaktywnym.

W ostatniej chwili czasowej realizacji testu programu roboczego nastepuje, juz bez udziatu uktadow funk-
cjonalnych suportu, pomiar lub poréwnanie parametru mierzonego z wartoscig zadang i obrébka wyniku testu.

Zastrzezenie patentowe

Uktad potaczen suportu gtowicy testera uktadéw scalonych, w ktorym suport, zaopatrzony w podstawke
do mocowania mierzonych uktadéw scalonych, jest potaczony poprzez wielostykowe ztacze z gtowica pomiaro-
w3 testera, ktdra z kolei jest polaczona z wyjsciami matrycy komutacyjnej statycznej i matrycy komutacyjnej
dynamicznej oraz ukladéw dystrybutora logiki, znamienny tym, Zze wyprowadzenia podstawki (1)
suportu (2) s3 potaczone poprzez komutacyjne ukiady (3) z uktadami (4) kompensacji czestotliwosciowych
i blokad przeciwzbudzeniowych, z uktadem (5) pomiaru gradientéw i uktadem (6) wzmacniacza matych napig¢,
za$ wyjscia uktadu (5) pomiaru gradientéw i uktadu (6) wzmacniacza matych napie¢ jak i wejscia zasilajace tych
dwdch uktadow sg potaczone z wielostykowym ztaczem (7), przy czym z drugiej strony wymienione komutacyj-
ne uktady (3) suportu (2) sa potaczone z wejsciami zespotu (12) uktadéw obciazeri rezystancyjno-pojemnoscio-
wych oraz z wyjsciami uktadéw (13) wymuszeri pradowych i z wyjsciami uktadéw (14) dzielnik 6w rezystancyj-
nych, podczas gdy wejécie uktadéw (13) wymuszeri pradowych i wejscia uktadéw (14) dzielnikéw rezystancyj-
nych sa potaczone z odpowiednimi stykami wielostykowego ztacza (7), ktdre jest réwniez potaczone poprzez
zespot (15) wejsé — wyjsc bezposrednio z wymienionymi komutacyjnymi uktadami (3).
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